
МЕТОД ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ – АНАЛИЗ БЕЗ 

КАЛИБРОВОЧНЫХ СТАНДАРТОВ. 
ПРОГРАММНЫЙ ПАКЕТ XRS-FP



ЧТО ТАКОЕ XRS-FP?

Самостоятельный программный пакет профессионального

применения метода фундаментальных параметров, который

используется для количественного анализа спектров,

полученных с помощью программного пакета AnalytiX.



КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Модель фундаментальных параметров базируется на

физических уравнениях, устанавливающих корреляцию между

интенсивностью сигнала и концентрацией элемента, дающего

этот сигнал



В ЧЁМ РАЗНИЦА МЕЖДУ XRS_FP и AnalytiX?



КОГДА НУЖЕН XRS-FP?

Когда нет калибровочных стандартов

или 

стандартов слишком мало 



ЧТО ДАЁТ XRS-FP?

• Анализ без калибровочных стандартов

• Точный анализ со всего одним стандартом

• Алгоритм коррекции матричных влияний



ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС



ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

Определение компонентов образца



ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

Толщина образца



ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

Элементы образца и их аналитические линии. 
Выбор метода оценки интенсивности



ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

Условия сбора и обработки спектральных данных



РАБОТА БЕЗ СТАНДАРТОВ – СХЕМА ДЕЙСТВИЙ



ПОЛУЧЕНИЕ СПЕКТРА

Получить спектр в программном пакете Analytix

(файл с расширением  .str)



ПОЛУЧЕНИЕ СПЕКТРА



КАК ЗАПУСТИТЬ XRS-FP?



КАК ЗАПУСТИТЬ XRS-FP?



ОТКРЫТЬ СПЕКТР



ОТКРЫТЬ СПЕКТР



УСЛОВИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

Как только спектр открыт, следует зайти в окно “Measurement” 

(Измерение) и установить следующие параметры: фильтр, 

атмосфера, время



ТАБЛИЦА КОМПОНЕНТОВ

Введите все идентифицированные компоненты

Больше данных – лучше точность

Выберите линию: K, L или M



ВЫБОР МЕТОДА ОЦЕНКИ ИНТЕНСИВНОСТИ



АНАЛИЗ



ВАЖНО!

• XRS-FP требует знания полного элементного состава образца

• Для следовых компонентов (<1000 ppm) точность будет низкой

• Измерение С, N, O в бесстандартном режиме невозможно



ПРИМЕРЫ: МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУЖКА

• Для проведения бесстандартного анализа был получен 

образец металлической стружки, содержащей 13% Mn

Конфигурация прибора X-Calibur, Rh-анод, трубка 50кВ 50Вт

Детектор SDD

Атмосфера Гелий

Режим возбуждения Прямое и со вторичной мишенью

Время экспозиции 300 сек

Метод анализа Метод ФП



ПРИМЕР: МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУЖКА

Концентрации элементов, предоставленные заказчиком

Результаты измерений с помощью МФП




